Portatif analitik cihazlarin
hassasiyetinde yeni seviye

6 nm ¢ozinurliglyle portatif LabSpec® 4 Hi-Res laboratuvar cihazi ,
gelistirilmis yeni modeli ile laboratuar veya sahada daha hizli ve daha
hassas materyal analizleri yapabilmeniz icin seviyesini ylkseltti. Bu
portatif laboratuar cihazi, girdi trinlerinde, iglem slrecinde veya nihai
urlinlerde yuksek is giicli ile dogru saptamalar yapabilmek igcin ASD’nin
gelismis yakin-kizilétesi (NIR) spektroskopisini kullanmaktadir. Sinyal-
guraltu performansinda gerceklesen azimsanmayacak derecede
iyilestirme ile gelistirilmis SWIR dedektérleri sayesinde LabSpec® 4 Hi-
Res laboratuar cihazi analitik sonuclardan édiin vermeden daha hizli
6lclim yapmanizi saglar.

® Geligmis spektrometre bicimlenisi sayesinde ayni sayida ortalama
o6lciim gerceklestirir ama daha dogru sonuclara ulasirsiniz.

® Yiksek iperformansi ile bir glin icerisinde ylizlerce 6rnegin analizinin
yapilmasini saglar.

® Darbelere dayanikh yeni fiber optic kablosu ve standart 802.11¢g
Wi-Fi baglantisi ile gelismis portatif kullanim 6zellikleri.

® Cok amach materyal analizleri icin genis spektrumlu dahili halojen
1sik kaynagina sahip LabSpec® 4 Hi-Res / modeli.
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Gelismis spektrometre dizayni sayesinde LabSpec® 4 bir 6nceki modellere gére daha ustiin performansa
sahiptir. LabSpec® 4 Hi-Res model cihazlarla dnceki LabSpec® modellerine kiyasla ayni kalitedeki dlctiimleri
dortte biri stiresinde gerceklestirirsiniz . Eszamanl olarak érneklerdeki farkli bilesenleri analiz edebilirsiniz.

LabSpec® 4 Hi-Res analitik cihazin yiiksek spektral ¢céziinirliigli sayesinde, keskin ve iyi tanimlanabilir
spektral 6zelliklere sahip, polimerler, petrokimyasallar, endiistriyel kimyasallar ve tibbi tirlinlerdeki aktif
bilesenler gibi materyallerin 6lctilmesi icin idealdir.

FiZIKSEL OZELLIKLER

:12.7 x36.8 x 29.2 cm

Boyutlar (YXExD)
Agirhk : 5.44 kg
Batarya agirhg : 1,2 kg

Batarya siiresi

: 6 saat (aksesuarsiz)

Dalgaboyu 6l¢iim araligi

Spektral ¢oziinirlik

Tarama siiresi

Calisma sicakhgl  : 0-40°C Sinyal-Giirilltii orani
Saklama sicakhgr :-15-45°C VNIR
Gl kaynagi : AC/DC Ayarh Giig SWIR 1

Kaynag SWIR 2
AC girisi : 90-240 VAC, 50/60 Hz Fotometrik giiriilti
DC girisi : 12 VDC, 60 W VNIR
Tali gii¢ ¢ikig! : +12 VDC, 27 W (max) SWIR 1

SWIR 2

Kablolu

:10/100 Base T Ethernet girisi ve
Ethernet cross-over kablosu
Kablosuz : 802,11g kablosuz kart

LS4 Hi-RES i (Opsiyonel)

Yenilenebilir dalgaboyu
Dalgaboyu dogrulugu
Kanallar

VNIR Detektorii

SWIR 1 & 2 Detektorii

Dahili Aydinlatici: Ampil 10 VDC, 50 W

EK BILGILER

Uyumlu
oldugu
yazilimlar

Tasima

Garanti

Bilgisayar

: Indico® Pro, Thermo Scientific
‘in GRAMS yazilimi, Camo
Yazilim’in Unscrambler®

: Dayanikl tasima cantasi

: 1 yil, miisteri detek uzmani ile

tam garanti

: Windows® 7 64-bit laptop

(kontrol Unitesi)

ASD

CE

EU
NIST

USP 1119
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PERFORMANS

: 350-2500 nm
:3nm @ 700 nm

6 nm @ 1400/2100 nm
:100 milisaniye

: 9,000:1 @ 700 nm
: 9,000:1 @ 1400 nm
: 4,000:1 @ 2100 nm

:4.8x10-5 AU/ 48 pAU@ 700 nm
:4.8x10-5 AU/ 48 pAU@ 1400 nm
: 1.1 x10-4 AU /110 pAU@ 2100 nm
VNIR: 5000:1 (0.02%)
NIR: 10,000:1 (0.01%)
:0.1nm
:0.5nm
: 2151
: (350-1000nm) 512 element silicone array
: (1000-1800 nm) & (1801-2500 nm)
Graded Index InGaAs Photodiode, TE cooled

SERTIFIKA ve IZINLER

: EN61010-1:2001 ikinci siirim, EN61326-
1:2006

: 2006/95/EC, 2004/108/EC

: Musterinin istegi tzerine kurulur (izlenebilir
kalibrasyon 21 CFR, Part 11 )

: Musterinin istegi lzerine kurulur ve
uygulanabilir.
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